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KONTROLY SVARU METODOU PA V JE

CEZ

Hlavni oblasti vyuziti

» Obtizné pFistupné svary primarni ¢asti JE

» Oblasti s vy$8im davkovym pfikonem — minimalizace pobytu pracovniku
» Ovéfovani nalezll zjisténych konvenéni odrazovou metodou

» Mé&feni rozmérd necelistvosti

Vyuzivana konfigurace

» Ruéni sbér dat s odeditanim polohy

» Sondy s 16-ti elementy — minimalni rozméry

» Ptistroj OmniScan 16:16 — bez rizika vnitfni kontaminace

» SW TomoView — hodnoceni mimo pracovité se zvy3enou Ra
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[= HETEROGENNI SVAR HRDLA DN250

» PFistupnost pro kontrolu pouze austenitické strany (kuZelovité ¢asti)
» Maximalni tl. stény 55 mm

» Vyuziti zkuebniho télesa s umélymi defekty
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[= OVERENi METODY ZKOUSENI

Vybaveni pro kontrolu:

» Piistroj OMNISCAN s modulem PA 16:16

» Sonda A3, 3.5 MHz + klin SA3-N45S (vyuziti pouze pfiénych vin)
» Mini encoder pro odeditani obvodové polohy

» SW TomoView 2.7R6 pro vyhodnoceni zkousky

Parametry zkusebniho télesa (1:1):
» EDM zafez PISC type A dle ASTM C11000 (8x)
» EDM zéafez LOF — imitace studeného spoje (7x)

> Umisténi defektl v ose svaru nebo na svarovém nebo navarovém
ukosu
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[= ZAKLADNi PARAMETRY ZKOUSKY

Nastaveni citlivosti:

» Na zakladnim materialu télesa — Sum na Grovni 5 — 10%

» Fokusace svazku na vnitfni povrch potrubi

Zpusob hodnoceni:

» Uroven detekce — Sum + 6dB

» Hodnoceni rozmér( defektd s vykreslenim svarového profilu
»Vyska — dle polohy difrakéniho signalu nebo poklesem o 6dB,
» Délka — poklesem o 6dB
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[= DEFEKT&.1-PISC TYPEA

Skute€né rozméry [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 5,8 5,9
Délka 21,3 31,0
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[= DEFEKT&.3-PISC TYPE A

Skute€né rozméry [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 6,2 5,4
Délka 21,5 26,0
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[= DEFEKT&.5-PISC TYPE A

Skute€né rozméry [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 6,1 6,4
Délka 21,8 24,0
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[= DEFEKT &.9-LOF TYPE

Skute€né rozméry [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 12,0 8,4
Délka 30,0 34,0
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[= DEFEKT &.11-LOF TYPE

Skute€né rozméry [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 12,0 7,1
Délka 30,0 23,0
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[= DEFEKT &.12-LOF TYPE

SkuteCné rozmery [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 6,0 9,5
Délka 15,0 16,0

Pozn. Odstup signal — Sum cca 3dB (pod hranici pro registraci)
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[= DEFEKT &.14 - LOF TYPE

SkuteCné rozmery [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 15,0 6,9
Délka 45,0 42,0

Pozn. Odstup signal — Sum cca 4dB (pod hranici pro registraci)
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[= DEFEKT&.15-PISC TYPE A

Skute€né rozméry [mm] Nameérené rozméry [mm]
Vyska 12,0 10,3
Délka 30,0 36,0
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[= DOSAZENE VYSLEDKY - PISC TYPE A

Defekty oteviené na vnitfni povrch

h=6+1mm — Ah € (-0,8 ; +0,3)
h=12+1 mm = Ah € (-2,7 ; -0,2)
h=15mm = Ah=-5,0
Defekt Vyska defektu h [mm] Délka defektu | [mm]
c. Diefects height frmm) Defects fength | frmm]!
Dﬁfem Skutedna | Méfena A Realna Mé&fena Al
c Feal Measured Real Measured
T a8 5.9 0,1 21,3 31,0 N7
2 12,0 11,8 -0,2 35,00 44,1 10,0
3 H,2 5.4 -0.8 21,58 26,0 4.5
4 12,1 o 4 -2 35,00 7.0 20
5 H,1 B4 0,3 21,8 240 2.2
& 12,0 o3 -2 7 5,2 42,00 -3.2
7 15,2 10,2 -5.0 44,2 32,0 -13,2
16 12,0 10,3 -1,7 40,0 46,0 k.0
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[= DOSAZENE VYSLEDKY - LOF TYPE A

Defekty typu studeného spoje

h=6+1mm =
h=12+1 mm =

Ah~+1
Ah € (-4,9 ; -3,6)

Defekt Vyska defektu h [mm] Délka defektu | [mm]
c. Diefects height frmim] Defects fength | frmy]
Dfdfem Skuteéna | Méfena A Realna M&fena N
c. Feal Measured Feal Measured
A B0 B,7 0,7 18,0 16,0 1,0
= 12,0 = -3.h a0, 34 .00 4.0
10 G0 5.1 -04 15,0 16,0 1,0
11 12,0 R -4.4 20,0 23,0 -7.0
12* B0 5.5 -0.8 18,0 16,0 1.0
1% 12,0 7.5 -4 5 40,0 11,0 -18.0
14* 15,0 .9 -8, 440 42,0 -3.0

*} omezena schopnosti detekee z diivodu nizkého poméru signal/’Sum

limited detection ability caused by the low signalinoise medio
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[= ZAVERY A DOPORUGENI

Zhodnoceni pouzité metody zkouseni:

» V3echny defekty iniciované z vnitfniho povrchu byly spolehlivé
detekovany a byly zjiStény max. odchylky v hodnoceni rozméru
necelistvosti v zavislosti na skuteCnych parametrech (vyska, délka).

» Vady typu studeného spoje mezi navarem a svarovych kovem lze
detekovat a vyhodnotit i v pripadé zkouseni jen z jedné strany svaru.

» Studené spoje na Ukosu mezi zakladnim materialem a navarem (def.
C. 12, 13, 14) vykazuji nizkou intenzitu uzite€ného signalu (S/N cca 3
— 5dB) a jejich detekce je v tomto pfipadé nespolehliva. Pro zajisténi
dostatecné prikaznosti detekce je navrhovano opakovani zkousky za
pouziti sondy A3 s frekvenci 1,5 MHz.

» Pro hodnoceni je nutné vzdy aplikovat vizualizaci svarového profilu.
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KONTROLA SILNOSTENNEHO

[= HETEROGENNIHO SVARU METODOU
PHASED ARRAY

Deékuyi za pozornost.
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